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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma IEC 61643 especifica circuitos y métodos de ensayo normalizados para 
componentes de los pararrayos con tiristores (TSS). Estos componentes para la protección contra 
sobretensiones, CPS, son tiristores especialmente formulados destinados a limitar las sobretensiones y 
a desviar las corrientes debidas a las sobretensiones mediante acciones de limitación y conmutación. 
Estos CPS se emplean en la construcción de dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) y 
equipos empleados en redes de tecnologías de la información y comunicación (TIC) con tensiones de 
hasta 1 000 V de c.a. y 1 500 V de c.c. Este documento se aplica a componentes, con o sin puerta, de los 
TSS con características de tercer cuadrante (-v y -i) de bloqueo, conducción o conmutación. 
 
Este documento contiene información sobre 
 
• terminología; 
 
• símbolos literales; 
 
• valores asignados y características esenciales; 
 
• comprobación de los valores asignados y medición de las características. 
 
Este documento no se aplica a los tiristores convencionales de tres bornes cubiertos por la Norma 
IEC 60747-6. 
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2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 60050-521, Vocabulario electrotécnico internacional. Parte 521: Dispositivos semiconductores y 
circuitos integrados. 
 
IEC 60068-2-20:2008, Ensayos ambientales. Parte 2-20: Ensayos. Ensayo T: Métodos de ensayo de 
soldabilidad y resistencia al calor de soldadura de dispositivos con plomo. 
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